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FISCHERSCOPE®  X-RAY XAN® 120 

Czy należy zbadać znaną próbkę czy też sprawdzić 

nieznany materiał XAN® 120 wyposażony w wyjąt-

kowe oprogramowanie firmy Fischer WinFTM jest 

właściwym wyborem. Zarówno przy użyciu nowej, 

udoskonalonej, bez wzorcowej metody  parametrów 

fundamentalnych jak i przy zastosowaniu kalibracji 

opartej na wzorcach wyniki są zawsze dokładne i 

uzyskiwane szybko. 

W celu ułatwienia pozycjonowania próbki lampa 

rentgenowska wraz z detektorem półprzewodniko-

wym PIN umieszczone są w podstawie maszyny, czyli 

kierunek pomiaru jest od dołu do góry. Zintegrowa-

ny wideo-mikroskop z liniami nici pajęczej, zazna-

czoną strefą pomiarową, oświetleniem powierzchni 

przedmiotu oraz powiększeniami pozwala na łatwe i 

szybkie pozycjonowanie przedmiotu oraz określanie 

strefy pomiarowej. Nie ma konieczności regulowania 

stolikiem pomiarowym – wystarczy położyć  detal i 

mierzyć.

Nowy FISCHERSCOPE® X-RAY XAN® 120 jest spektro - 

metrem na biurkowym działającym zgodnie z meto-

dą energii rozproszonej fluorescencji rentgenow-

skiej (EDXRF). Został zaprojektowany do szybkich i 

nieniszczących analiz biżuterii, metali szlachetnych, 

żółtego i białego złota, platyny, srebra, rodu, monet 

oraz powłok. XAN® 120 jest dokładny, bezpieczny, 

łatwy w użyciu, solidny i nie wymaga dodatkowych 

czynności obsługowych. Ponadto spełnia wymagania 

norm DIN ISO 3497 oraz ASTM B 568.

Detektor PIN o wysokiej rozdzielczości wraz z szyb-

kim przetwarzaniem sygnału pozwala na uzyskanie 

ekstremalnie wysokiej precyzji oraz bardzo niskiego 

progu detekcji. Podczas sekund wszystkie pierwiast-

ki z zakresu od chloru (z=17) do uranu (z=92) są 

dokładnie oznaczone.

Właściwe narzędzie do analiz stopów szlachetnych oraz biżuterii




